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Sohad de AFM Modei:

+ Contacto intermitente y modos de * Recubrimiento conductor de 5 nm
medidas eléctricas: de cromo y de 25 nm de platino de
- El Microscopio de Escaneo de Capacitancia (SCM) |os dos lados del cantilever. Este

- El Microscopio de Fuerza Electrostatica (EFM) recubrimiento aumenta también la

- Kelvin probe Force Microscopy (KFM),
- Litografia de la Microscopia de barrido
» Sonda inclinada de silicio monolitico con
punta simétrica; dimensiones del
portacantilever: 3.4 x 1.6 x 0.3 mm
 Ranuras de Alineacién

reflexibilidad del laser del cantilever.

» Esta sonda utilisa la punta simétrica
con “un angulo de barrido” para
proporcinar una representacion mas
clara de los detalles de mas de 200 nm

A Tip Height =17 pm
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Tip Set Back =15 ym A B Width 30 um
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Tip Radius < 25nm i \

Half Cone Angle

20° - 25° along cantilever axis
25° - 30° from side

10° - at the apex

Length
125um

3.4mm

Thickness 4 um
le

Coating:
Electrically conductive,

5 nm Chrorrium. —
on boih ddes of the canfiever. + V]
Platinum = Chromium 0.3 mm 1.6 mm
I 7 - S
300 kHz +- 100 kHz
40 N/m 20-75 N/m
conductor; Cromo / Platino de ambos lados

20°-25° del eje del cantilever
Angulo del medio cono 25°-30° de ambos lados
10° de la punta

Resistencia en contacto

300 Ohm a la superficie de la capa fina de Pt

Sondas Recubrimiento Precio
10 piezas Cromo / Platino $240

Cadigo del Articulo

Tap300E-G-10

Tap300E-G-50 50 piezas Cromo / Platino $1000
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